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【はじめに】 薄膜熱電材料は、量子効果などのバル

ク試料にはない機能性の付加により高い熱電性能を

示すことから注目が集まっている。しかし高温での薄

膜熱電性能評価装置は、薄膜でのゼーベック係数測定

の難しさから報告例が少なくその開発が求められて

いる。前回の学会では、我々の開発した薄膜熱電特性

評価装置 1号機の測定方法と電気抵抗率、ゼーベック

係数の測定結果について述べた。[1]  図 1 に 1 号機の

概略図を示す。この装置ではヒーターからの熱により発生する試料台の温度勾配により試料に温

度差がつけられるため、薄膜・バルク両方の測定が可能となる。しかしこの配置だと試料-試料台

間の熱接触が悪い場合、試料に一軸温度勾配がつきにくい問題があった。そこで本研究では試料

取り付け部の改善を行い測定精度の向上を目指すことを目的とした。 

【計測方法】 図 2 に、今回報告する 2 号機の試料

台部分の概略図を示す。試料を高温部と低温部で押

しバネにより挟み込む形状に変更した。これにより

熱流が必ず試料内を通ることから一軸温度勾配を付

けることができ、また高温で試料の熱膨張が起こっ

た場合でも試料台との水平方向の接触を保てる。ま

た試料台を L 字型にすることで、1 号機同様にバル

ク・薄膜両方の測定を可能になる。ゼーベック係数は、複数の一定温度差 ΔTにおける熱起電力 V

を測定し、最小二乗法により算出した。ΔTは、2組の K型熱電対(アルメル-クロメル線)を用いて

測定した。熱起電力は、温度測定点と起電力測定点の不一致による測定誤差の低減をするため、

K型熱電対の一端のクロメル線により測定した。電気抵抗率は、電流リード線に白金線,電圧測定

線にクロメル線を用いて直流四端子法により測定される。これらの測定は、LabView により自動

制御され温度スイープをしながら行う。発表では 2 号機の薄膜熱電特性評価装置の測定精度につ

いて考察する。 

図 1 前回報告した薄膜熱電特性評価装置の概略図 

 

図 2 本研究にて作製した 2号機の試料台部分の概略図 
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